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Urzadzenie automatyczne do wykrywania wad powierzchniowych
na elementach tocznych zwlaszcza dla tozysk tocznych

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie automatyczne do wykrywania wad powierzchnio-
wych na elementach tocznych, zwlaszcza dla tozysk tocznych majace zastosowanie w produkcji
masowej.

Dotychczas dla wykrywania wad powierzchniowych na elementach tocznych uzywano wyso-
kosprawnych lamp oswietleniowych i pod tym o$wietleniem wzrokowo sprawdzano powierzchnie
elementdw tocznych. Sprawdzanie w takich warunkach nie moglo ujawni¢ wszystkich wad
powierzchniowych ze wzgledu na przemeczenie wzroku podczas cigglego ogladania. Z tego
powodu nie mozna byto uzyska¢ odpowiedniej jakosci elementéw tocznych, szczegélnie dla tozysk
precyzyjnych. Stosowano réwniez dla powierzchniowego sprawdzania wateczkéw tocznych defek-
toskop magnetyczny, ktéry réwniez byt nie odpowiednim urzadzeniem do sprawdzania elementow
tocznych.

Defektoskop posiada wady takie jak: wykrywanie wad na matych elementach jest utrudnione,
konieczno$¢ wstgpnego oczyszczania elementdw tocznych, czyszczenie przedmiotdw po kontroli,
nieodpowiednie warunki PHP. Sprawdzanie elementéw tocznych przy pomocy powyzszego urza-
dzenia jest bardzo pracochtonne i ucigzliwe szczegdlnie przy produkcji masowej o ruchu cigglym.

Celem wynalazku jest uniknig¢cie powyzszych niedogodnosci. Zgodnie z wytyczonym zada-
niem zautomatyzowane urzadzenie uzyskano dzigki temu, ze zasobnik podajacy przekazuje ele-
menty poprzez przewdd prowadzacy do dozownika. Dozownik dozuje do cewki pomiarowej obok
ktorej jest cewka z umieszczonym wzorcem analogicznego elementu, przy czym obydwie cewki sg
potaczone z ukladem elektronicznym, ktéry steruje elektromagnesem stanowiagcym wspélnie z
drazkiem, zapadka i spr¢zyna mechanizm selekcyjny.

Tak opracowana konstrukcja urzadzenia powoduje znaczne obnizenie pracochfonnosci kon-
troli elementdw tocznych, oraz zapewnia im odpowiednia jako$é. Nalezy roéwniez zaznaczy¢, ze
zestawione $rodki techniczne w urzadzeniu pozwalaja na wykorzystanie znanych efektéw pradow
wirowych. Wzbudzenie réwnoczesnie pradéow wirowych w elemencie badanym i elemencie
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wzorcowym, przetworzenie ich w uktadzie elektronicznym na sygnat ktéry steruje mechanizmem
selekeyjnym urzadzenia zapewni bezbledne rozdzielenie elementéw badanych na zte i dobre.

Przedmiot wynalazku uwidoczniono na rysunku, na ktérym fig. | przedstawia urzadzenie
automatyczne do wykrywania wad w uktadzie schematycznym, a fig. 2 przedstawia dozownik w
przekroju A-Afig. I.

Jak uwidoczniono na rysunku urzadzenic sktada si¢ z korpusu 12 do ktérego sa przymoco-
wane, zasobnik podajacy 1, w sktad ktdrego wchodzi zabierak 2 wykonujacy ruch obrotowy
nadawany przez silnik 9 i przekfadnie 10. Z zasobnika 1 przewodem prowadzacym 11 elementy
toczne przekazywane sa do dozownika 4, ktéry ruchem wahadtowym ramienia § przekazuje
elementy do cewki pomiarowej 6. Rownolegle do cewki 6 zamocowana jest cewka 7 z umieszczo-
nym wewngtrznie wzorcem. Cewki 61 753 potaczone przewodami z uktadem elektronicznym 8 w
ktorym generator wytwarza sygnal pradu zmiennego, po czym sygnat ten wzmocniony we wzmac-
niaczu mocy wysterowuje cewki 61 7.

Uzwojenia pierwotne cewek pofaczone sa szeregowo, natomiast uzwojenia wtdérne przeciw-
sobnie, w ten sposdb na wyjsciu cewek otrzymujemy sygnatl proporcjonalny do réznicy migdzy
elementem badanym a elementem wzorcowym. Sygnat ten jest przekazywany do wzmacniacza,
ktory nast¢pnie steruje elektromagnesem 14. Elektromagnes 14 w przypadku wady elementu
badanego uruchamia zapadkg¢ 18, ktéra podnosi si¢ i wadliwy element spada rynna 15 do skrzynki
produkcji wadliwej 16. Natomiast w przypadku gdy elementy badane sa dobre zapadka 18 jest
zamknigta za pomocg spre¢zyny 191 elementy dobre rynng spadaja do skrzyni produkcji dobrej 21.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie automatyczne do wykrywania wad powierzchniowych na elementach tocznych
zwlaszcza dla tozysk tocznych, znamienne tym, ze sklada si¢ z zasobnika podajacego (1) potaczo-
nego przewodem prowadzacym (11) z dozownikiem (4) oraz cewki pomiarowej (6) i do niej
umieszczonej rownolegle cewki (7), w ktorej jest wzorzec pomiarowy, przy czym cewki (6) i (7) sa
potaczone z ukladem elektronicznym (8), ktory steruje elektromagnesem (14) stanowigcym wspol-
nie z drazkiem (17). zapadka (18) i spr¢zyna (19) mechanizm selekcyjny.
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